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第 7 章「膜の電気伝導と立体構造」では、従来引用されてきた Fuchs-Sondheimer の理論を凹凸
のある膜に適用し、断面観察の結果から得られた新しいモデルに基づいて電気伝導の計算を行ない、
固有抵抗及び抵抗温度係数の膜厚依存性につき議論し、実験結果と比較検討している。
論文の審査結果の要旨
本論文は、蒸着膜形成の中間段階すなわち結晶粒の合体から連続膜にいたるまで、の成長機構につい
て、新しく開発した断面レプリカ法を用いた電子顕微鏡観察により、従来確認されていなかったいく
つかの重要な問題を解明した研究である。
まず、島状膜において、結晶粒子聞に結晶粒子と同一物質の薄い膜が存在することを断面レプリカ
により明確に観察しえたことは一つの成果で、ある。また、結晶粒がある程度成長した段階では、基板
温度・蒸着速度に関連してその形状がくずれ連続膜に変化していくこと、また残留ガスの増加ととも
に膜面に垂直に粒界が成長することなどを断面レプリカの観察により明らかにするとともに、質量輸
送の式を用いてこれらの機構を現象論的に説明しえたことは大きな成果である。さらに、薄膜の電気
伝導の理論に断面形状効果を導入し、固有抵抗わよび抵抗温度係数につき実験結果をよく説明できる
計算式を導出した。
これらの研究は薄膜研究の新しい分野を開拓したものであり、十分学位に値するものと考える。
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